АНОТАЦІЯ ДИСЦИПЛІНИ

«Стандарти та методи контролепридатного проектування» (СМКП)
(назва дисципліни)

Освітня програма «Спеціалізовані комп’ютерні системи»
(назва освітньої програми)

Спеціальність «123 Комп’ютерна інженерія»
Дисципліна СМКП є однією з вибіркових професійно-орієнтованих дисциплін магістерської підготовки освітньої програми «Спеціалізовані комп’ютерні системи» спеціальності «123 Комп’ютерна інженерія» (вибір студента по кафедрі АПОТ, перший курс, 2-й семестр).
Обсяг дисципліни 4 кредитів ЕКТС (ECTS), лекцій – 24 год., лабораторних робіт – 16 год., форма контролю – залік.
Основною метою дисципліни СМКП є навчити студентів методам забезпечення тестопридатності та побудови тесового забезпечення для тестопридатних цифрових пристроїв та систем. 
Дана навчальна дисципліна розглядає: обгрунтування необхідності  контролепридатного (тестопридатного) проектування; підходи до аналізу тестопридатності; правила покрашення керуємості та спостерігаємості неструктурними (ad hoc) способами; структурні методи тестопридатного проектування; методи вбудованого самотестування; генерацію тестів та методи стискання в системах вбудованого самотестування; стандарти IEEE1149.1, IEEE 1500, IEEE 1149.4, IEEE 1532, IEEE 1687. 

В якості інструментальних засобів автоматизації проектування застосовуються системи Xilinx ISE та Active-HDL. 
Після вивчення зазначеної дисципліни студенти мають отримати наступні професійні компетенції:

· мати здатність відрізняти тестопридатний виріб від виробу в середньому менш тестопридатного;

· мати здатність модифікувати проект з використанням структурних методів тестопридатного проектування та засобів вбудованого самотестування.

Набуті компетенції магістр СКС може використовувати у професійній діяльності в якості інженера по забезпеченню тестопридатності комп’ютерних систем та цифрових пристроїв, що проектуються.

При вивченні дисципліни використовуються компетенції, набуті в рамках вивчення дисциплін «Мови опису апаратних засобів», «Комп’ютерна логіка», «Логічне моделювання», «Основи комп’ютерної діагностики».
Мова викладання : українська, російська (для іноземців).

Провідний лектор – доц. каф. АПОТ ХНУРЕ Кулак Ельвіра Миколаївна, лабораторні роботи проводить провідний лектор.
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